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Abstract (Aim, Use
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多成分多元ブロック共重合体は極めて多彩なミクロ相分離構造を形成することが知
られている。その精密な構造解析に際しては、2次元的なTEM観察だけでは十分で
はなく、3次元的なトモグラフィー技術の利用が有効である。そこで、本研究では3
成分トリブロック共重合体を試料として、TEMトモグラフィー用の試料作製を行っ
た。その際、通常のTEM観察に用いられる超薄切片膜試料（厚さ約100nm）では
傾斜角度範囲を±70℃程度しかとることができないため、全角度範囲（±90℃）を
カバー可能な円筒状の試料の調製を試みた。

実験
Experimental

試料としては、ポリイソプレン（I)、ポリスチレン（S)、ポリ（2－ビニルピリジン）
（P)からなるISPトリブロック共重合体を用いた。分子量は約170k、組成はI：S：P
＝0.31：0.39：0.30（ラメラ組成）である。この試料をテトラヒドロフラン溶液
からキャスト成膜した試料を用い、OsO4、及びジヨードブタンで染色した試料を
それぞれ使用した。円筒状の試料作製には、日立ハイテクノロジーズ社製、ETHOS
NX5000 FIB-SEMシステムを用いた。

結果と考察
Results and Discussion

 FIB-SEMによるOsO4で染色した試料膜の加工は比較的うまくいき、直径約300nm、
長さ約3ミクロンの円筒状試料を作成することができた。一方、ジヨードブタンで
染色した試料は、OsO4染色試料のようにうまく加工することはできなかった。こ
れは、ジヨードブタン染色試料では、ポリ（2－ビニルピリジン）ドメインがジヨー
ドブタンによる4級化によりかなり柔らかくなっていることが原因かもしれない。
今後、ポリ（2－ビニルピリジン）ドメインの染色については 染色条件を検討する
必要があると考えられる。
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